Técnicas de raios X e de feixe i6nico aplicadas a&ise de materiais
IFUSP — PGF5207 - E3 - Andlise de espectros de RX.

1) Consulte a secéo de links e recursos na paginardo,®aixe e instale o programa
WinQxas em seu computador.

2) No arquivo zipado anexo estdo 0s seguintes esgatramostras de filme fino
espectro composto espessura (ugfcm | carga (uC)
b8162 Fe 49.9 0.64
b8159 Si 49.0 0.98

b8164 CsBr 45.1 2.69
b8166 Y 28.6 4.33

Utilize o programa WinQxas, complete as informagégserimentais, ajuste os espectros e
complete a tabela abaixo. Anexe o arquivo “.inpliaztdo em suas anélises.

Elemento | Carga Area do Fator de Bg = Area | 3.(Bg)*”? Limite de
e linha integrada | pico (cts) | Resposta de do fundo deteccdo
(nC) alvo fino sob o pico (ng/cnt)

(experimental)
R(cnf/ug/uC)

FeKa

SiK

Brka

BrLa

Csla

YKa

As condigbes experimentais foram:




Energia do feixe (MeV) 2.4004 0.002
feixe H+

Area do feixe no alvo (cf)1 0.384+ 0.004
Detetor Si(Li)

Angulo de incidéncia do feixe (rel normal) | 45°

Angulo de detecg&o (rel normal) 45°
Comprimento do cristal de Si 4 mm
Janela Be, 8um
Camada morta de Si 0,1 um
Contato de Au 20 nm
Fracdo de angulo sélide/4n 0.08486

Filtro adicional

Be, 70um




